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ディスクリート（個別）半導体の最終特性試験をするテストハン

ドラー装置。１台で電気特性試験、レーザーマーキング、画像外

観検査、テーピングの複数の工程をこなせる。

回転するインデックステーブルの回りには各製造プロセスに対

応したユニットが配置され、複数のチャックが等間隔に割り付け

られている。個別半導体製品はこのチャックにより保持され、テ

ーブルが回転、停止を繰り返すことで順次、次のポジションに搬

送され、各プロセスが実行される仕組み。処理速度に優れるとと

もに携帯電話で需要が急増中の超小型半導体もプラスマイナス15

マイクロメートルの停止精度で搬送が可能。

ライダーは、レーザー光を上空に射出して上空大気からの後方散

乱光を解析し上空の状態を測定する観測装置である。レーザー光は

目に見えない紫外線領域のパルスレーザー光を使用しており、上

空大気からの後方散乱光は望遠鏡で集光される。その光から分光

計により必要な信号を抽出してデータを取得・解析することで、

上空の高度別の気温分布、湿度分布、およびエアロゾル分布を計

測する。

本製品は独自の高性能分光器を開発することでライダーの高精

度化と実用化を大幅に進め、高度数百から数千メートルの気温、湿

度、エアロゾルの分布を５分間で計測可能とした。
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